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Temperature Rise Test
(溫升測試)

Temperature Rise Tester
(溫昇測試儀)

Experiment conditions
  (實驗條件)

Specification 
   (規格)

          1.Reference standard：EIA-364-70
             ( 參考標準：EIA-364-70)
          2.Reference standard：UL
                (參考標準：UL)
          3.Reference standard：CUL
                (參考標準：CUL)

1. Any interruptions during this experiment :  No
(實驗有無中斷): 無

1.Customer Standard         

(依客戶標准)

2.According to other standards------- Product  Specification   (

依其它標准------- 產品規格書)

OK       

合格

NG       

不合格

Other       

其它

1.The temperature shall not exceed RTI  130 °C。 (

溫度不能超過RTI 值 130 °C。)

2.The temperature rise above ambient shall not exceed 30 °C.

(溫升不能超過30 °C.)


	温升图示

